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摘要(译)

本发明涉及一种方法，该方法用于对一个检测对象的检测区域内的机
械、物理、化学和/或生物属性或状态变量进行空间解像测定，和/或对该
检测区域内的机械、物理、化学和/或生物属性或状态变量的变化进行空
间解像测定，该方法包括下列步骤：a)在检测区域中导入磁性粒子；b)生
成磁场，该磁场包括具有低磁场强度的第一分域和具有较高的磁场强度
的第二分域；c)在该第一分域中生成叠加的振荡或旋转磁场，使得这些
磁性粒子中的至少一些发生振荡或旋转；d)对该检测区域以电磁辐射进
行照射；以及e)检测该所反射和/或散射的电磁辐射，并测定强度、吸收
率和/或极化率。本发明还涉及一种实施该方法的装置。本发明进一步涉
及一种光学衬比合成物和磁性粒子合成物，该磁性粒子合成物具有改进
的成像属性。
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